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GUI Applications

NEXIVシリーズでのノウハウを活かした洗練されたインターフェースに
高さ測定機能をプラス。立体形状の測定・評価が効率よく行えます。

・ 明視野像による2次元測定と3D画像による高さ測定が、同一視野で
高速・高精度に行えます。

・ 従来のNEXIVで洗練された測定ツールに加え、形状に合わせた3D
測定用ツールを用意。複数測定コードの画面内一括測定が可能です。

・ 測定結果はCSV形式で保存します。

プローブカードの微細なコンタクト部分
のXYZ座標を、視野内一括測定します。

プローブカード

輝度差が激しいサンプル、
光の反射が不安定な透明体
サンプルなどは、明視野画
像測定では正確な数値の取
得が困難な場合があります。
こうしたサンプルの観察時
に共焦点光学系を用いるこ
とで、正確に形状/高さをを
捉え、検出できます。

ティーチング作成/リプレイ画面

Confocal Image

3D画像

半導体ウェハ等のマップ測定に対応。
ウェハ（トレイ）チップ測定の作業効率を追求した、使いやすい操作画面です。

マップレシピ作成画面

マップ測定実行画面

測定結果画面

・ ウェハ、トレイ測定に対応。チップサイズ
とチップピッチを入力するだけで簡単に
マップが作成でき、マップ上の任意のチッ
プを測定できます。

・ マップレシピファイルとID、ロット番号を
入力するだけで、指定したチップを簡単
に測定。

・ 測定時は画像タブに切り替えることによ
り、測定中の画面確認も可能です。

・ マップ上にチップ単位の合否判定を表示
します。

・ チップを指定するとリプレイ画面に切り
替わるので、チップ単位の測定結果確認
が容易です。

トレイチップ

画像タブ画面

結果確認画面

ウェハレベルパッケージ

3Dビューアソフトウェア
（オプション）による鳥瞰図

微細配線パターン

変倍比15×のズーム機能を持つ明視野像による2次元測定と、3D画像による視野内の一括高さ測定を組み合わせることにより、多彩な測定
シーケンスが実現できます。

3Dビューア
ソフトウェア
（オプション）に
よる鳥瞰図

3D画像明視野像（最大ズーム）明視野像（最小ズーム）

ボンディングワイヤー

3D画像：ワイヤーの高さ
プロファイル表示

3D画像：全ワイヤーの
最高点を一括検出

明視野像

上部（高輝度）にフォーカス 下部（低輝度）にフォーカス

高コントラスト・段差のあるサンプル/透明度が高く薄いサンプルなどに最適

高コントラストサンプル（プリント基板銅線） 透明体サンプル（金属表面フィルム）

反射が不安定なため、
正確な位置の検出が困難

表面と下面両方の
高さを正確に検出できる

明視野像

共焦点画像

明視野像

共焦点画像


